
Nanotrac Wave II
입도분포·제타전위·분자량 측정
측정 범위 : 0.3 ~ 10,000 nm
제타 전위 : -200 ~ +200 mV
분  자  량 : 1kDa ~ 20MDa

Particle Size Analyzer
Dynamic Light Scattering system 



고분해능 DATA 넓은 농도범위에서 안정된 데이터출력 미세입자측정데이터

Nanotrac Wave의 3종 혼합시료측정 예 100만배 농도차에서도 안정적 측정 Lysozyme 중심경 3.6nm

【혁신적인 각종 특허 기술의 채용】

Nano Size 입자의 광산란 강도(Intensity)는 상당히 미약합니다. 

이 미약한 산란광(光)에는 입자크기에 대한 정보가 포함되어 있으며 정확한 입자 분포

를 측정 하기 위해서는, 입자크기 정보를 가지고 있는 미약한 산란광에 영향을 미치는 

빛이나 전기 Noise를 효과적으로 제거하는 것이 관건입니다.

 고신뢰성(高信賴性) Data 실현 - Heterodyne Technology를 채용

 단시간에 고신뢰성, 고분해능의 실현 - Log Linear Scale Algorithm(특허)을 채용

최첨단 기술의 집약체  “고정도, 고분해능”

미약한 광 산란 정보를 그대로 전기신호로 변환(Homodyne Technology)하면, 전기회로 

내에  존재하는 미약한 Noise와 겹쳐져 그 Noise도 함께 전기신호로 증폭됩니다.

Nanotrac Wave는 검출부에서 입사광(Laser光)의 일부를 기준광으로 추출하여 기준광

과 미약한 산란광을 합성시킴으로써 산란광 레벨을 대폭 증가시켜 전기 신호로 변환하

는 기술(Heterodyne Technology)을 채용하였습니다.

Heterodyne Technology에 의한 산란광을 검출한 후에는, 단시간에 고분 

해능, 고신뢰성의 입자 분포로 변환할 필요가 있습니다. Nanotracwave는 

고속 FFT(Frequency Fourier Transform) 기술을 이용하여 산란광 정보를 주파

수 정보로 변환, 다시 이것을 Log Linear Scale Algorithm (특허)을 이용하여 

정확한 입도분포로 나타냅니다.
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방식

주파수

방식
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기준광과 산란광을 조합하여
고신뢰성 정보를 얻는 Heterodyne법을 채용

각 입자경의 정보를 주파수 성분으로 구분한 분포
로 변환하여 정확한 입도분포를 획득

100nm

200nm

300nm

400nm

100 101 102 103 104

 측정원리  구조

입자가 수 ㎛이하의 미립자가 되면 용매의 분자 운동에 영향을 받아, 

입자가 운동합니다. 

이것을 브라운 운동(Brown Motion)이라고 합니다. 이 운동의 속도는 

입자 크기에 따라 달라 집니다. 작은 입자는 빨리, 큰입자는 천천히 

움직이며, 이렇게 운동을 하고 있는 입자에 Laser 광을 조사하면 그 

속도에 따라 위상(位相)이 다른, 빛의 산란이 생깁니다.

이것이 바로 도플러 현상(Doppler Shift) 입니다.  

오른쪽 그림은 Optical Fiber를 통하여 운동하고 있는 입자에 Laser 광을 조사

하여 Doppler Shift된 입경정보의 검출에서부터 입도분포로 변환되기까지의 

과정을 보여줍니다.

(1) Optical Fiber를 통하여 입자에 Laser를 조사.

(2) 기준광과 입경 정보를 담은 산란광을 검출부에 전달.

(3) 기준광과 산란광으로부터 입경 정보를 검출, A/D 변환.

(4)  디지털화된 정보를 FFT(Frequency Fourier Transfer)를 이용하여 주파수 성분화.

(5)  주파수 성분화된 입경 정보를 특수 알고리즘을 이용하여 입도 분포를 계산.

Nanotrac 의 입도분포 측정 원리와 구조



NanotracWave Serise의 다양한 Cell Type

Internal Type

1

2

Sample-cell cap

Cap Lifter

 특징 

1.  시료와 입자간 거리를 최소화하여 다중산란을 억제, 신뢰성 있는

Data 확보

2.  반 영구적이며 탈부착이 가능한  Internal Cell을 사용, Disposable 

Cell Type에 비해 저렴한 Running Cost

3.  180도의 Detector Angle 구성 ( Nanotrac wave patent ) 하여 저농도

에서부터 고동도까지 안정되고 균일한 분석 결과 도출

External Type
 특징 

1.  Internal Cell과 동일하게 시료와 입자간 거리를 최소화하여 다중산란

을 억제, 신뢰성 있는 Data 확보

2.  측정을 위한 Laser Probe 가 밖으로 연결이 되어 Sammple 이 담겨

있는 바이얼, 또는 비이커에서 바로 측정. 

3.  180도의 Detector Angle 구성 ( Nanotrac wave patent ) 하여 저농도

에서부터 고동도까지 안정되고 균일한 분석 결과 도출

Disposal Type

to expose the Cuvette

Life the Cover

Cuvette Cell Type

Cuvette Type Material Minimum Volume Maximum Volume
Micro Near Polystyrene 50ul Approx. 1ml

Semi Micro Polystrene 300ul Approx. 2ml
Macro Polystrene 1,000ul Approx. 3ml
Glass Glass 1,000ul Approx. 3ml

다양한 종류로 구성되어 측정에 알맞은 Cuvette를 선택할 수 있습니다.

•Polysttrene 재질 : 수용성 시료에 사용 가능 합니다.
•Glass 재질 : 대부분의 시료에 사용 가능 합니다.

 특징 

1. 보편화된 다양한 형태의 Disposal Type의 Cuvette Cell 적용. 

2.  Heterodyne Techonology에 의한 Reference Control 기법을 적용

하여 입사광의 변화에 따라 달라지는 산란광의 차이를 자동으로 해

석하여 정확한 시료의 분석 결과를 도출

3.  Nanotrac wave의 모든 Cell Type은 180도의 Detector Angle 구성

하여 저농도에서부터 고동도까지 안정되고 균일한 분석 결과 도출

 공통사항 

•측정 Range : Size  0.3nm ~ 10,000nm / Zeta Potential : -200mV ~ +200mV

•Detector Angle : 180도로 산란광 손실의 최소화

•저 농도(수ppm) ~ 고 농도(40%) 시료 분석

•Peliter Control Device 를 이용한 온도 Contril 가능

•입도분석과 Zeta Potential 을 한번에 측정

 【특성】

다양한 Sample Cell을  적용하여 시료에 알맞은 Type으로 선택이 가능합니다.



고농도에서 저농도까지 안정된 데이터 획득 “고재현성”

【Optical Fiber방식 채용】

Nanotrac Wave는 광범위한 농도 측정에 가장 적합한 솔루션입니다.

타사의 외부 Cell 검출 방식은 Cell 면에서의 산란 Noise 와 Cell 두께로 인한 산란광 정보의 

감쇠 및 다중 산란의 영향을 받는 (좌측 그림2) 취약한 구조로 되어 있습니다.

그에 반해 Nanotracwave는 산란광을 가장 짧은 경로에서 직접 검출하는 Hardware 구조(좌

측 그림1)로 구성되어 높은 안전성 및 재현성을 실현하였습니다.

 광자상관법

넓은 농도범위에서 안정된 데이터를 나타내는 Nanotrac Wave
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Zeta Potential  측정

온도조절기능 내장(Peltier소자)

독자적인 광학계 설계에 따라 다양한 성능, 기능 확장성을 

실현하였습니다.

•한번 측정으로 입도분석에서 Zeta Potential 까지 

    측정 가능

•Zeta Potential 측정범위 : -200mV ~ +200mV

용매의 점도 및 측정에 필

요한 유전률은 온도에 의

존합니다.

Peltier소자를 내장함으로

써 정확한 온도제어를 실

현하였습니다.

분자량 측정

시료의 농도를 조정하여 정적광산란법에 따른 계측을 실행하고, 

Debye Plot을 이용하여 절대분자량과 제2비리얼계수를 계산합

니다.

Auto Sampler NAS35

최대 35개의 용기에 시료를 주입하여 시작버튼을 누르는 것만으

로 자동으로 연속적인 입도분포 측정이 가능합니다.



다양한 기능, 사용하기 편리한 DMS Software

DMS Software는 측정과 Data처리를 동시에 병행하는 것이 가능합니다.

이에 따라 측정 대기시간 없이 효율적이고 편리하게 다채로운 Software의 사용이 가능하게 되었습니다.

DMS화면에는 측정하고 있는 입도분포 측정결과가 리얼타임으로 표시됩니다.

(DMS:Data Management System)

측정 Proceesor의 간소화

측정 방법이 간편하여 누구나 손쉽게 측정을 할 수가 있습니다.

 측정절차

시료명, IC등 입력  시료, 용매의 굴절을 입력  Setzero 측정  시료 투입 

 적정 측정 농도 확인  측정 (완료시 DataBase에 자동저장)  Print Out

HW및 사료 정보 설정 수동 측정 자동측정

Microtrac 독자의 Data Management System

 사용상 편의성과 고도의 Data 처리 실현

 데이터 해석화면

•측정과 Data를 동시 병행으로 처리 가능

•�과거에 측정한 Data의 검색 및 비교, 복수 Data의 통계처리,

기준비교 합부 판정 외, 과거에 측정한 Data List가 화성상에

DataBase로 표시 됩니다.

•�과거 측정한 결과 Data에서 시료의 굴절률 및 ID의 수정이

가능합니다.

 데이터 측정화면

•측정 시 시료 투입의 적정량을 그래프 형태로 표시 합니다.



 요약 데이터

 분포·그래프

 측정조건

측정시료의 명칭 기입, Sample ID1, Sample ID2, 비고 등 입력 가능

입경(X축)과 빈도(Y축)의 스케일 표시는 Auto/고정 선택가능

 표제

 누적 및 히스토그램 데이터

0.8~6,500nm의 넓은 측정범위를 52ch의 고분해능으로 출력

Transparency
Shape

Particle Refractive Index
Fluid Refractive Index

Viscosity(2점)

:  입자의 광투과성 여부를 선택
: 입자의 형상 선택
: 입자의 굴졀률을 입력
: 용매의 굴절률을 입력
:  온도가 다른 2점의 점도를 입력

CI
10%·50%·90%
MV
MN
MA
CS
SD
Loading Index
Reflected Power
Cell Temperature
Viscosity
Zeta Potential

: 농도지수
: 누적 %값 (임의설정 가능)
: 체적 평균값
: 개수 평균값
: 면적 평균값
: 비표면적값(㎡/g)
: 표준편차
: 시료농도 지수
: 시료Cell 계면의 반사광 강도
: 시료 온도
: 온도보정한 용매의 점도
: 제타전위

 데이터 처리

• 굴절률 재계산

• 광강도분포 재계산

• 점도변경에 따른 데이터 재계산

• 복수데이터 겹침비교

• 시계열 변환 그래프

• 데이터 통계

• 합부판정 외

 본체

모델

측정 원리
입도 측정범위
제타전위 측정범위
분자량 측정범위
온도조정범위
광 원

Detector
측정시간 
전원
외형치수
무게

: Nanotrac Wave -EX150 (Internal Probe)
-EX250 (External Probe)
-UZ151
-UZ152 (제타전위)

: 동적광산란이론 (주파수해석법) 
: 0.3~10,000nm
: -200~+200mV
: 1kDa~20MDa
: 5~90℃ (Option)
: 반도체 Laser 780nm

3mW (Cell 외부검출방식과 비교하여 
100~1,000배 출력증대 효과에 해당) 
Class 1 Laser

: Silicon Photo Diode
: 10~1,800초
: AC220V 50/60Hz
: 355(W) x 381(D) x 330(H) mm
: 15kg

※ 제품의 외관, 사양의 개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

Nanotrac

10.6.1

102 Poly
-

03-15-2004 11:34
DB REC : 13

Nanotrac
U1669

Summary Size % % Tile
Data Value Size(nm) % Tile % Tile Size(nm)
MI(nm) 107.9 10.00 75.60

MN(nm) 88.80 20.00 84.80
MI(nm) 101.3 30.00 92.00

CS 59.25 40.00 98.60
SD 26.47 50.00 105.0

60.00 111.8
Mz 107.0 70.00 119.6

26.76 80.00 129.4
Ski 144.5 90.00 144.1
Kg 1,028 95.00 157.6

 Peak Summary

Dia(nm) Vol % Width

105.5 100.0 52.90
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SOP Name : None
Distribution Intensity Run Time 30 Sec Fluid WATER Reflexted 

Pwr(mv) 471

Progression Standard Run# Avg of 3 Fluid Ref 
Index 1.333 Loading  

Index 41.8

Up Edge(nm) 6540 Particle CURRENT 
PARTICLE

Above 
Residual 0 Conc. Index 26.49

Low Edge(nm) 0.8 Transparency Transparent Below 
Residual 0 Viscosity 

(cp) 0.9510

Residuals Disabled Part. Ref. Index 1.59 Cell 
Temp(C) 22.19

#Channels 52 Particle Shape Spherical

Analysis Nano/Full Density 1 g/cc Multi Run 
Delay 0 Min Us onic 

Time Nanotrac

Filter : 
Resolution Std:Norm DB Record 13 Recalc 

Status Original Serial 
Number U1669

Sensitivity Standard Database C://Program Fils/Microtrac FLEX 10.6.1/Databases/
ExampleDB.MDB

Size(nm) %Chan %Pass Size(nm) %Chan %Pass Size(nm) %Chan %Pass
6540 0.00 100.00 289.0 0.00 100.00 15.19 0.00 0.00
5500 0.00 100.00 243.0 0.18 100.00 12.77 0.00 0.00
4620 0.00 100.00 204.4 2.06 99.82 10.74 0.00 0.00
3890 0.00 100.00 171.9 7.54 97.76 9.03 0.00 0.00
3270 0.00 100.00 144.5 17.89 90.22 7.60 0.00 0.00
2750 0.00 100.00 121.5 26.71 72.33 6.39 0.00 0.00
2312 0.00 100.00 102.2 24.30 45.62 5.37 0.00 0.00
1944 0.00 100.00 85.90 13.91 21.32 4.52 0.00 0.00
1635 0.00 100.00 72.30 5.47 7.41 3.80 0.00 0.00
1375 0.00 100.00 60.80 1.62 1.94 3.19 0.00 0.00
1156 0.00 100.00 51.10 0.32 0.32 2.690 0.00 0.00
972.0 0.00 100.00 43.00 0.00 0.00 2.260 0.00 0.00
818.0 0.00 100.00 36.10 0.00 0.00 1.900 0.00 0.00
687.0 0.00 100.00 30.40 0.00 0.00 1.600 0.00 0.00
578.0 0.00 100.00 25.55 0.00 0.00 1.340 0.00 0.00
486.0 0.00 100.00 21.48 0.00 0.00 1.130 0.00 0.00
409.0 0.00 100.00 18.06 0.00 0.00 0.950 0.00 0.00
344.0 0.00 100.00

Data Example

Data Example 항목 설명 Specification

경기도 수원시 영통구 신원로 88 (신동, 디지털엠파이어2) 103동 610호
TEL : 031-695-6023, (Dir) : 031-695-6033     FAX : 031-695-6045        E-Mail : dream@dreamcorp.co.kr 
http://www.dreamanalysis.co.kr




